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摘要  由于普通的化学气相沉积法制作高掺Sn的二氧化硅薄膜比较容易产生结晶，而溶胶-凝胶法制备薄膜化学

组成比较容易控制，可以制作出掺Sn浓度较大的材料。文章采用了溶胶-凝胶的方法制备出了66 mol%和75 
mol%两种不同浓度的掺Sn的SiO2

薄膜，用浸渍法多次提拉薄膜以增加薄膜的厚度，之后用紫外-可见分光光度

计测量了薄膜的透射光谱。之前基于透射光谱的方法计算玻璃基底上薄膜的光学参数都是针对单面薄膜，该文针
对浸渍法产生的双面薄膜，建立了相对应的薄膜模型，并分别用包络线法计算出了两种不同薄膜样品的光学参

数。计算结果表明两种不同薄膜样品的折射率随着波长的增加而增加，薄膜的厚度都为900 nm左右。  
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